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本論文は、「中性子耐性を考慮した電子デバイスの高信頼化技術および安全技術に関す
る研究」と題し、6 章より構成されている。  
第 1 章「序論」では、本論文の研究の背景を明らかにし、論文の構成と FPGA（Field 









FPGA を停止することなく復旧し動作を継続することを明らかにした。  
第 4 章「FPGA における診断制御による高信頼・安全設計」では、安全性とアベイラ
ビリティを両立する設計手法について考察し、FPGA における安全度水準 SIL3 を満足す
る設計条件を求め、さらに CRAM 内のエラー検出、訂正を高速化する優先制御と割り込
み巡回制御を実現する CRAM 診断マクロを開発した。これら方策を FPGA に搭載して
CRAM 診断マクロ回路が正常に動作すること明らかにした。  
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